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Zusammenfassung von DE3249807 

A transmitted-light and/or reflected-light inverse microscope is described which consists of a "C M -shaped basic 
microscope body (G) whose free opening (Of) is directed towards the viewer (B). One design feature is the 
preferably vertical arrangement of the following microscope parts along the optical microscope axis (4) - from 
bottom to top -: objective (1) - subject (3) - condenser (2) - centre (19a) of the binocular housing (5) (Fig. 1a). 
The condenser (2) is omitted in the pure reflected-light inverse variant (Fig. 1c). The multiply-folded image's 
beam path extends in the interior of the basic body (G). In an alternative solution, the binocular housing (5) is 
mounted on the end face of the arm (A) of the stand pointing towards the viewer (B) (Fig. 1b). In ail 
embodiments, the viewer (B) in an economically optimum microscoping position has a direct view into the 
binoculars (5) and - in the normal position - onto the subject. (3), and to the adaptable top-mounted or add-on 
modules. In addition, without changing his position the observer (B) can, directly and unhindered, undertake 
manipulations on the subject (3) working from the free opening (Of), and execute all the required operating 
functions of the novel device in an optimum way. Without exception, auxiliary devices can be adapted on 
ergonomic grounds on subregions, remote from the viewer, of the base (F) of the stand and/or of the stand 
support (T) and/or of the stand arm (A). For bulky subjects, the stand arm ... Original abstract incomplete. 
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Durchlicht- und/oder Auflicht-lnversmikroskop 

Eswird ein Durchlicht- und/oder Auflicht-lnversmikroskop 
beschrieben, das aus einem »C«-f6rmigen Mlkroskop- 
Grundkorper (G) besteht, dessen freie Offnung (Of) 2um Be- 
trachter (BJ hin gerichtet ist. Ein Konstruktionsmerkmal ist 
die vorzugsweise vertikale Anordnung derfolgenden Mikro- 
skopteile entlang der optischen Mikroskopachse (4) - von 
unten nach oben -: Objektiv (1) - Objekt (3) ♦ Kondensor (2/ - 
Zentrum (19a) des Binokulargehauses (5) (Fig. 1a). Bei der 
reinen Aufiicht-lnversvariante (Fig. 1c) entfallt der Konden- 
sor (2). Der mehrfach geknickte Abbildungsstrahlengang 
verlauft im Innern des Grund korpers (G). Bei einer Alternativ- 
Losung ist das Binokulargehause (5) an der Stirnseite des 
zum Beobachter (B) weisenden Stativarms (A) angebracht 
(Fig. 1b). Bei alien Aucftihrungsformen besitzt der Beobach- 
ter (B) in ergonomisch optimaier Mikroskopierposition einen 
direkten Blickin das Binokular(5) sowie - bei Normalstellung 
- auf das Objekt (3) und zu adaptierbaren Aufsatz- bzw. An- 
satzmoduien. AuSerdem kann der Beobachter (B) ohne Ver- 
anderung seiner Position dtrekt und ungehindert Manipula- 
tionen am Objekt (3) von derfreien Offnung (Of) hervorneh- 
men sowie alle notwendigen Bedienfunktionen der neuen 
Einrichtung optimal ausfuhren. Zusatzelnrichtungen sind aus 
ergonomischen Grunden ausnahmslos an beobachterfernen 
Teilbereichen des Stativfu&es (F) und/oder des Stattvtra- 
gers (T) und/oder des Stativarms (A) adaptierbar. FOr groR- 
volumige Objekte ist der Stativarm ... 
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1- Durchlicht- und/oder Auflicht-Jnversmikroskop, 
umfassend 

5 

a) einen StativfuB mit auf- oder eingesetztem 
Objektivrevolver, 

b) einen Stativtrager mit Mitteln zum Anset- 
zen optischer Baueinheken, 

c) -einen am StativfuB oder dem Stativtrager 10 
verschiebbar angeordneten Objekttisch, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

d) zusatzlich ein Stativarm (A) mit einer auf is 
dessen Oberseite angeordneten Ansatzflache 

. (6) fur ein Binokulargehaure (5) und einem auf 
dessen Unterseite an- oder eingesetzten Kon- 
densorsystem vorgesehen ist, 

e) der Stativtrager (T) zusammen mit dem Sta- 20 
trvfuB (F) und dem Stativarm (A) einen w C"-f6r- 
migen Mikroskop-Grundkorper (G)b\\deu 

f) die freie Offnung (Of) des Mikroskop- 
Grundkorpers (C) zum Betrachter (B) hin ge- 
richtetist, 25 

g) die durch den Kondensator (2, 2a) und das 
Objektiv (1) festgelegte optische Achse (4) des 
Mikroskops die Aufsatzflache (6) zentrisch 
durchsetzt und 

h) der Stativarm (A) urn eine Achse (29) 30 
schwenkbar gelagert ist, die mit der Achse des 
den StativtrSger (T) durchsetzenden Teils des 
AbbildungsstrahlenbQndels zusammenfallt 



2. Durchlicht- 
umfassend 



und/oder Auflicht- Inversmikroskop, 35 



a) einen StativfuB mit auf- oder eingesetztem 
Objektivrevolver, 

b) einen Stativtrager mt Mitteln zum Ansetzen 40 
optischer Baueinheiten, 

c) einen am StativfuB oder dem Stativtrager 
verschiebbar angeordneten Objekttisch, 

dadurch geken nzeichnet, daB 45 

d) zusatzlich ein Stativarm (A) mit einer an 
dessen zum Betrachter weisenden Stirnflache 
angeordneten Ansatzflache (7) fur ein Binoku- 
largehause (5) vorgesehen ist 50 

e) der Stativtrager (T) zusammen mit dem Sta- 
tivfuB (79 und dem Stativarm (A) einen "C-for- 
migen Mikroskop-Grundkorper (G) bildet, 

f) die freie Offnung (Of) des Mikroskop- 
Grundkdrpers (G) zum Betrachter (B) hin ge- 55 
richtet isu 

g) die Ansatzflache (7) von dem den Stativarm 
(A) durchlaufenden Abbildungs-Teilstrahlen- 
bundel zentrisch durchsetzt wird und 

h\ H^r Stativarm (A) ism eine Achse (29) so 
schwenkbar gelagert ist. die mit der Achse des 
den Stativtrager (T) durchsetzenden Teils des 
AbbildungsstrahlenbQndels zusammenfallt 

3. Inversmikroskop nach Anspruch 2, dadurch ge- 65 
kennzeichnet, daB es nur eine Auflichtanordnung 
aufweist und die Ausladung des Stauvarms (A)ge- 
ringer ist als die des StativfuBes (F) derart, daB ein 



optisches Element (19) zum Umlenken des im Stau- 
vann (A) verlaufenden AbbHdungsstrahlenbundels 
im Schnittpunkt des Strahlenbundels mit der durch 
das Objektiv (1) festgelegten optischen Achse (4) 
angeordnet isL 

4. Invesmikroskop nach mindestens einem der An- 
spruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Stativtrager (T) mit dem Stativarm (A) einstuckig 
ausgebildet ist und daB sich die Schnittstelle (30) auf 
der Oberseite des StativfuBes (F) befindet 

5. Inversmikroskop nach mindestens einem der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Objekttisch (26) direkt auf dem StativfuB 
(i^hohenversellbar gehaltert ist. 

6. Invesmikroskop nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Schnittstelle (30) 
zwischen dem ortsfest verbleibenden Unterteil des 
Mikroskop-Grundkdrpers (G) und dessen 
schwenkbarem Oberteil innerhalb desjenigen Be- 
reiches des Stativtragers (T) iiegt, dessen untere 
Grenze durch den in Minimaldistanz zum Objektiv 
(1) eingestellten Objekttisch (26) und dessen obere 
Grenze durch die Anflanschstelle (31 ) fur die 
Durchlichtbeleuchtungs-Einheit (27) gegeben ist 

7. Inversmikroskop nach mindestens einem der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB an einer Anflanschstelle (31) am Stativarm (A) 
fOr eine erste Durchlichtbeleuchtungseinheit (27) 
ein Distanzarm (33) parallel zur Drehachse (29) an- 
bringbar ist, an dem eine zweite, einen Kondensor 
auf weisende Durchlichtbeleuchtungseinrich tung 
(35) ansetzbar ist 

8. Inversmikroskop nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Durchlichtbeleuchtungsein- 
richtung (35) zum Verandern der Distanz zwischen 
Kondensor (34) und Objekttisch (26) verschiebbar 
am Distanzarm (33) angeordnet ist 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Durchlicht- und/oder Auf- 
licht-Inversmikroskop gemaB dem Oberbegriff des An- 
spruchs 1 bzw. Anspruchs Z 

Mikroskope nach der Bauart von Le Chatelier, sog. 
w umgekehrte w oder "Invers w -Mikroskope, sind bereits 
bekannt So wird in der Leitz-Firmendruckschrift: "Um- 
gekehrtes Auflicht-Mikroskop LEITZ EPIVERT" (Li- 
sten-Nr. Ill 520 036 b. juni 1978) bzw. in der DE-OS 
26 26 540 ein Invers-Mikroskop fur Auflichtuntersu- 
chungen beschrieben und dargestellt, dessen Grundkdr- 
per aus einem StativfuB mit aufgesetztem Objektivre- 
volver, einem vertikalen, auf dem StativfuB montierten 
Stativtrager, dem ein hdhenverstellbarer Objekttisch 
zugeordnet ist, einem auf dem Stativtrager aufgesetzten 
Binokulargehause sowie einem an die Stirnseite des Sta- 
tivfuBes ansetzbaren Lampengehause besteht 

Aus dem DE-GM 76 28 471 ist auch bereits ein Licht- 
mikroskop inverser Bauart bekannt, das aus einem 
n Lr--f6rmigen Grundkorper besteht, wobei auf dem ei- 

• •wa w k/viivunvi vtn utitvivuHU 5Vitauav, uwoouu nnoait* 

flache in Hone des Objekttisches vorgesehen ist, und an 
dem anderen "LT-Schenkel eine hohenverstellbare 
Durchlichtbeleuchtungseinrich tung kippbar angebracht 
ist Ein Objektivrevolver befindet sich zwischen den 
"LT-Schenkeln und ist bezQglich des ortsfest gehalterten 
Objekttisches verstellbar positioniert 

Aus der Zeiss(Jena)-Firmendruckschrift TELEVAL" 
(IV 14-48 Ag 29/166/69 9830) ist weiterhin ein Durch- 
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licht-Inver-smikroskop bekannt, dessen "LMormiger 
Grundkorper aus einem StativfuB mit an dessen einer 
Seite aufgesetztem Objektivrevolver und an dessen an- 
derer Seite aufgesetztem vertikalen Stativtrager be- 
steht, wobei auf der StativtrSger-Oberseite ein Binoku- 
largehause und eine Halterung fur eine Beleuchtungs- 
einrichtung vorgesehen sind. Der Objekitisch ist hdhen- 
verstellbar an dem Stativtrager angeordnet 

Auch ist aus der Reichert-Firmendruckschrift "BIO- 
VERT" (23. 11 1. BIOVERT IC I-II D 4/71) ein Durch- 
licht-Inversmikroskop bekannt, welches aus einem kom- 
pakten, quaderformigen, auf einer FuBplatte ruhenden 
Grundkorper besteht, auf dessen oberer AbschluBflache 
ein Foto-Binotubus angeordnet ist, dessen Ansatz-Fla- 
che etwa in der Objckttisch-Ebene HegL 

SchlieBlich ist aus der Olympus-Firm endruckschrift 
"OLYMPUS Inverted Tissue Culture Microscope IMT* 
(M 35 E — 676B) eine Einrichtung bekannt, die hinsicht- 
lich ihrer prinzipiellen Baukonzeption mit ien weiter 



nicht aufweist und eine besonders bedienungsfreundli- 
che Handhabung ermoglicht und einen Wechsel zwi- 
schen direktem Beobachten eines zu untersuchenden 
Objektes und dem Betrachten durch das Okular wesent- 
5 Hch vereinfacht, wobei das Objekt beliebig dimensio- 
niert sein kann. 

Diese Aufgabe wird bei kombinierten Durchlicht- 
und/oder Auflicht-Inversmikroskopen der in den Ober- 
begriffen der Patentanspruche 1 bzw. 2 genannten Art 

io in (Combination durch die kennzeichnenden Merkmale 
des Patentanspruchs 1 bzw. — alternativ — durch die 
kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 2 ge- 
lost. Weitere Ausgestaltungen ergeben sich aus den Un- 
teransprOchen 3 bis 8. 

15 In den Zeichnungen werden Ausfuhrungsbeispiele 
der vorliegenden Erfindung schematisch dargestellt Es 
zeigt 

Fig. la eine stark schematisierte Seitenansicht des 
"C-fdrmigen GrundkSrpers mit verschwenkbarem Sta- 



oben bereits erwahnten bekannten Mikroskoptypen im 20 tivarm eines kombinierten Durchlicht- und/oder Auf- 



wesentlichen QbereinstimmL 

Den bekannten Inversmikroskopen haften — in 
^Combination oder einzeln — die folgenden Nachteile 
an: 

1. Dem Beobachter wird in Arbeitsposition der 
freie, ungehinderte BHck zum zu untersuchenden 
Praparat bzw. zur Objektebene durch die bei die- 
sem bekannten Bauprinzip aus gerategeometri- 
schen Anordnungen, beispielsweise 

a) des Binokulargehauses (Olympus, Leitz), 

b) der an dem Fotostutzen des Binokularge- 
hauses adaptierten mikrofotografischen Zu- 
satzeinrichtungen(Reichert) oder 

c) der Halterungen fur Durchlichtbeleuch- 
tungseinrichtungen, die auf dem Stativtrager 
montiert sind (Zeiss-Jena), oder 

d) des Stativtragers selbst (Leitz, Zeiss-Jena), 
verwehri bzw. zumindest erschwert. 

2. Es besteht keine direkte Han tier- und Manipu- 
liermoglichkeit mit bzw. an dem zu untersuchenden 
Objekt aus beobachtersei tiger Richtung. 

3. Anflanschbare oder einkippbare Durchlichtbe- 
leuchtungseinrichtungen bzw. ansetzbare Auflicht- 
beleuchtungseinrichtungen sind derart positioniert, 
daB sie entweder in relativ geringem Abstand zum 
Beobachter und/oder zum mikroskopischen Ob- 
jekt angeordnet sind, was insbesondere ein routine' 



licht-Inversmikroskops mit aufgesetztem, in der vertika- 
len optischen Achse positionierten Binokulargehause; 

Fig. lb eine stark schematisierte Seitenansicht des 
"CT-formigen Grundkorpers eines kombinierten Durch- 
25 licht- und/oder Auflicht-Inversmikroskops mit ange- 
setztem, auBerhalbder vertikalen optischen Achse posi- 
tionierten Binokulargehause. wobei der untere Teil des 
Grundkorpers ortsfest verbleibt; 
Fig. lc eine stark schematisierte Seitenansicht des 
30 TT-formigen Grundkorpers eines Auflicht-Inversmi- 
kroskops mit angesetztem, in der vertikalen optischen 
Achse positionierten Binokulargehause und ortsfestem 
StativfuB; 

Fig. 2 den prinzipiellen konstruktiven und optischen 
35 Aufbau des erfindungsgemaBen kombinierten Durch- 
licht- und Auflicht-Inversmikroskops; 

Fig. 3 ein Durchlicht- und/oder Auflicht-Inversmikro- 
skop mit verschwenkbarem Stativarm in seiner norma- 
len Arbeitsposition; 
40 Fig. 4 ein Durchlicht- und/oder Auflicht-Inversmikro- 
skop mit urn 180° verschwenktem Stativarm und ange- 
setzterDurchlichtbeleuchtungseinrichtung. 

In Fig. la ist ein aus einem StativfuB F, einem Stativ- 
trager T und einem Stativarm A bestehender Mikro- 
45 skop-Grundkdrper dargestellt. der in der Seitenansicht 
die Form eines abgewinkelten "C" aufweist Die freie 
Offnung Of des Grundkdrpers G ist dem Betrachter B 
zugewandL Ein Objekitisch 26 ist in an sich bekannter 
Weise entweder am Stativtrager Foder auf dem Stativ- 
maBiges Langzeit-Mikroskopieren erschwert und so fuB F(siehe Fig. lc)hdhenverschieblichgeha!terL Unter 
auBerdem zu unerwflnschten Beeinflussungen von Einbeziehung des Objekttisches 26 stellt das stark sche- 
speziellen biologischen Prfiparaten (Kulturen etc.) matisierte Mikroskopgehause in Seitenansicht gewis- 
infolge Warmeentwicklung ftthren kann, oder an sermaBen ein "E" dar. 

den zum Beobachter weisenden FuBteil des Ge- Obwohl in den Fig. la— lc der Mikroskop-Grund- 
samtgerates seitlich angeflanscht sind, was zu einer 55 kdrper G rechte Winkel zwischen dem Stativtrager T 
erheblichen Einschrankung freier und ergonomie- und dem StativfuB F bzw. dem Stativarm A aufweist, 
gerechter Mikroskopierpositionen des Beobach- kdnnen auch abgerundete oder schwach bogenfdrmige 
ters vor allem wahrend des Dauerbetriehs sowie zu oder von 90° abweichende Winkelbeirage zwischen den 
einer Behinderung beim Manipulieren am und mit einzelnen Elementen T, F, A des Grundkorpers G vor- 
dem Objekt bzw. beim routinemaBigen AusfQhren 60 gesehen sein. Auch ist es nicht unbedingt erforderlich, 
der Ub lichen MikrosknnheaienfiinkrinnFMi riihrr rinn H P r N T anvTr5apr 



der obiichen Mikroskopbedienfunktionen fuhrt. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein 
universell einsetzbares und auf einer neuartigen Gera- 
tekonzeption beruhendes Inversmikroskop mit Durch- 
licht- oder Auflicht- oder kombinierter Durchlicht- und 
Auflichtbeleuchtung zu schaffen, welches die Nachteile 
der bekannten H L"-fdrmigen Inversmikroskopkdrper 



daB der Siativirager 7"und der StativfuB F in ^ucmafiuef 
parallelen Ebenen liegen. Aus ergonomischen und vor 
allem aus konstruktiven (Stabilitats-)GrQnden wird je- 
doch der Grundkorper G vorzugsweise aus einem hori- 
65 zontalen StativfuB F, einem vertikalen Stativtrager T 
und einem horizontal auskragenden Stativarm A beste- 
hen. Dabei setzt sich der Grundkdrper G aus zwei bzw. 
drei Modulen zusammen. So sind beispielsweise die 
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Gruppierungen A und T + F(Fig. la) , A + 7*und F 
(Fig. lc) sowie A + T\ und T 2 + ^(Fig. lb) dargestellt; 
wobei 71 den oberen und 72 den unteren Teil des Stativ- 
tragers Tbezeichnen. 

Es ist auch mdglich, den Stativtrager Tentweder auf 
der Oberseite des StativfuBes F(Flg. lc) oder partiell in 
und partiell auf dem StativfuD F (Fig. 2) anzuordnen. 
Analoges gilt fur den Ansatzbereich zwischen dem Sta- 
tivtrager Tund dem Stativarm A. 

Die aus den Fig. la und lc ersichtliche, grundsatzlich 
neue Idee bezuglich der Bauteil- Anordnung liegt jedoch 
darin, daB in der vorzugsweise vertikal verlaufenden 
optischen Achse 4 des Mikroskops, die durch das Objek- 
tiv 1 und das zentrisch positionierie mikroskopische Ob- 
jekt 3 defintert wird, auch der Kondensor 2 (Fig. la: 
Durchlicht-Inversvariante bzw. kombinierte Durch- 
iicht/Auflicht-Inversvariante) liegen. Unter "optisch 
wirksamem ZentrunT 19a wird hierbei der Punkt ver- 
standen, an welchem das in das Binokulargehause 5 ge- 
langende AbbildungsstrahlenbQndel erstmalig reflek- 
tiert wird, um nach — eventuelle erforderlich werden- 
der — nochmaliger Totalreflexion in das (die) eigentli- 
che(n) Okularrohr (Binokularrohre) zu gelangen. Bei ei- 
ner bevorzugten Ausfuhrungsform der Durchlicht- bzw. 
der kombinierten Durchlicht-Auflichtvariante (Fig. la) 
ist zusatzlich zu der Reihenfolge (von unten nach oben): 
Objektiv 1 — Objekt 3 — Kondensor 2 noch das Bin- 
okulargehause 5, und zwar mit seinem optisch wirksa- 
men Zentrum 19a bzw. dem Zentrum seiner Aufsatzfia- 
che 6, oberhalb des Kondensors 2 entlang der optischen 
Achse 4 des Mikroskops angeordneL 

Fig. lb zeigt eine prinzipiell mogliche Variante, wobei 
die Ansatzflache 7 vom hier nicht darges tell ten Abbil- 
dungsstrahlenbundel zentrisch durchsetzt wird Alle 
drei Varianten (Fig. la— lc) sind so konzipiert, daB das 
Binokulargehause 5 oberhalb der Ebene des Objektti- 
sches 26 angeordnet ist und daB der Beobachter B in 
ergonomisch optimaler Sitzposition vor dem in Normal- 
stellung sich befindiichen Mikroskop wechselweise das 
mikroskopische Bild im Binokular 5 oder aber das Ob- 
jekt 3 auf dem Objekttisch 26 beobachten kann, ohne 
seine einmal eingenommene Mikroskopierhaltung in fur 
ihn nachteiliger Weise zu verSndern. Von besonderer 
Wichtigkeit ist daruber hinaus. daB auch apparative und 
manuelle Praparatmanipulationen, wie UmrQhren, Hin- 
zugabe (Entnahme) von Substanzen zum (vom) Prapa- 
rat Selektieren von Substanzgemischen, Kennzeichnen 
von Objektdetails, Direktbeobachten von KGvetten- 
durchflussen. Schnellwechseln von Praparaten bei Rou- 
tineuntersuchungen, Direktbeobachten von Steige- 
rungsvorgangen und AuskristalHsationen in waBrigen 
Losungen, Schnell-Positionieren vOn groBvolumigen 
Praparatbehaltnissen auf dem Objekttisch 3 usw. von 
der freien Offnungsseite Of aus vom Beobachter B 
selbst ohne Aufgabe bzw. Veranderung seiner ergono- 
mischen Sitzposition vorgenommen werden kdnnen. 
Fur den Fall, daB die zu mikroskopierenden Objekte — 
hier wird es sich meistens um die Behaltnisse fOr Prapa- 
rate handeln — derart dimensioniert sind, daB sie aus 
konstruktiv-apparativen Grunden selbst auf dem Ob- 
jekttisch der vorgeschJagenen Mikroskop-Neukonzep- 
tionen in Normalstellung (Fig. la— lc, 2, 3) keinen aus- 
reichenden Platz vorfinden, kann beispielsweise durch 
Verschwenken des Uber den Objekxiisch herauskragen- 
den Stativarms A um eine Schwenkachse 29 (vgL Fig. la 
bzw. Fig. 4) gleichsam das gerStebedingte Hindernis" 
reproduzierbar beseitigt werden, ohne dadurch den 
GroBteil aller anderen erfindungsgemaBen Vorteile auf- 
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zugeben. 

Wahrend in Fig. la die Schnittstelle 30 , also die Fla- 
che, in der die an sich bekannten Mittel zum ruhrungsge- 
nauen Verschwenken des Stativarms A vorgesehen sind, 
5 gewissermaBen die Trennungs- bzw. die Schwenk-Ebe- 
ne zwischen dem Stativarm A und dem Stativtrager T 
markiert, liegt die Schnittstelle 30 in Fig. lb etwa in der 
Mitte des StativtrSgers 7^ Der Stativarm A bildet mit 
dem oberen Teil des StativtrSgers T im dargestellten 
io Falle eine abgewinkelte Einheit (Grundkorper-Ober- 
teil); ebenso bildet der StativfuB Fmit dem unteren Teil 
des Stativtragers Teine abgewinkelte Einheit (Grund- 
korper-Unterteil). In Fig. lc ist die Schnittstelle 30 ge- 
wissermaBen als Trennungs- bzw. Schwenk-Ebene zwi- 
15 schen dem Stativtrager 7* und derri StativfuB Fausgebil- 
det In den Figuren ist die Schwenkachse 29 eingezeich- 
net Sie fallt, wie aus Fig. 2 ersichtlich, mit der Achse des 
den Stativtrager T durchsetzenden Teils des Abbil- 
dungsstrahlenbundels zusammen. 
20 In Fig. 2 sind die Beleuchtungsstrahlengange f Qr die 
Durchlicht- und die Auflichtvariante sowie der Abbil- 
dungsstrahlengang schematisch dargestellt Dabei wur- 
den Iediglich die wich tigs ten strahlenquerschnittsveran- 
dernden und strahlenumlenkenden Bauteile eingezeich- 
25 net Es ist natGrlich auch moglich, anstelle der gezeigten 
Bauteile gleichwirkende Elemente vorzusehen. In Fig. 2 
ist am vom Betrachter B wegweisenden oberen Teil des 
Stativtragers T bzw. am ruckwartigen Teil des Stati- 
varms A eine Durchlichtbeleuchtungseinheit 27 uber ei- 
30 ne beobachterferne Anflanschs telle 31 mechanisch und/ 
oder elektrisch mit dem Grundkdrper G verbunden. 
Das von einer nicht mit dargestellten Lichtqueile ausge- 
hende Beleuchtungsstrahlenbundel 8 trifft auf ein als 
VoIIspiegel ausgebildetes erstes Umlenkelement 9, das 
35 sich in 45°-Ste!Iung in der vertikalen optischen Achse 4 
des Mikroskops befindet und von dort nach Durchtritt 
durch einen an der Unterseite des Stativarms A ange- 
brachten Kondensor 2 auf das auf dem Objekttisch 26 
liegende Objekt 3. Das vom Objekt 3 ausgehende Abbil- 
40 dungsstrahlenbundel passiert nach Verlassen des Ob- . 
jektivs t einen ersten Teilerspiegel 11, der fur die Um- 
lenkung des Auflichtbeleuchtungsstrahlenganges 10 
vorgesehen ist und wird danach durch ein zweites Um- 
lenkelement 12. das als Glasprisma oder als VoIIspiegel 
45 ausgebildet sein kann, in Richtung des mit der Bezugs- 
ziffer 38 ausgewiesenen Teilabschnitts im StativfuB F 
gefuhrt wo es nach emeuter Richtungsanderung durch 
ein drittes Umlenkelement 14, das anstelle des gezeigten 
Glasprismas auch ein VoIIspiegel oder ein Pentaprisma 
50 sein kann, den Stativtrager Tdurcheilt Von dort erfolgt 
mittels eines vierten Umlenkelementes 16, das auch ein 
Teilerspiegel oder ein VoIIspiegel sein. kann, eine erneu- 
te Knickung des Abbildungsstrahlenganges in Richtung 
eines in der optischen Achse 4 angeordneten funften 
55 Umlenkeleroents 18. Es ist hervorzuheben, dafl es erfor- 
derlich ist, an einer und nur an einer der Abbildungs- 
strahlengang-Knickstellen, an denen die Bauelemente 
12, 14, 16 bzw. 18 angeordnet sind, ein Pentaprisma oder 
eine gleichwirkende Spiegelkombination vorzusehen. 
60 Nach 90°-Umlenkung des Abbildungsstrahienbun- 
dels in Richtung der — im dargestellten Fall vertikalen 
— optischen Achse 4 tritt es zentrisch durch die Auf- 
satzflache 6 des Binokulargehauses 5 und gelangt nach 
Totalreflexion an der groBeren Kathetenflache ("Zen- 
65 trum" i9a) und erneuter Reflexion an der Hypothenu- 
senflache des Umlenkprismas 19 in den eigentlichen 
Binokulartubus. Anstelle der Totalreflexion an der gro- 
Beren ICathetenflache des Umlenkprismas 19 tritt eine 
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Strahlaufspaltung, sofern der Binokulartubus 5 mit ei- 
nem Fotostutzen versehen ist und eine mikrofotografi- 
sche oder fotometrische Auswertung des mikroskopi- 
schen Bildes beabsichtigt ist. 

Bei den in den Fig. lb und lcdargestellten Invers-Va- 
rianten tritt das das Umlenkelement 16 verlassende Ab- 
bildungsstrahlenbOndel an der beobachterseitigen 
Stirnseite des Stativarms A zentrisch durch die Ansatz- 
flache 7 des Binokulargehauses 5 und wird von dort 
Ober nicht mit dargestellte Umlenkelemente in die Bin- 
okularrohre weitergeleitet 

Das Auflichtbeleuchtungsstrahlenbundel geht von ei- 
ner nicht dargestellten Lichtquelle aus, die sich in der 
Beleuchtungseinheit 28 befindet, welche Ober eine be* 
obachterferne Anflanschstelle 32 mechanisch und elek- 
trisch mit dem Mikroskop-Grundkorper G verbunden 
ist Beide Beleuchtungseinheiten 27 und 28 konnen aus- 
tauschbar adaptiert sein und intern bzw. extern mit 
Energie versorgt werden, wie es beispielsweise in der 
DE-OS 29 02 961 beschrieben ist Das Auflichtbeleuch- 
tungs-Teilstrahlenbflndel 10 wird uber ein in der opti- 
schen Achse 4 angeordneten ersten Teilerspiegel 1 1 in 
das Objektiv 1 und von dort aus auf das Objekt 3 weiter- 
geleitet 

Im Auflichtbeleuchtungs-TeilstrahlenbQndel 10 sind 
in an sich bekannter Weise Blenden (z. B. eine Leucht- 
feldblende 58), Optikern (z. B. eine Optik 59) und Filter- 
einsatze (nicht dargestellt) vorgesehen. Auch kann zwi- 
schen dem ersten Teilerspiegel ti und dem zweiten Um- 
lenkelement 12 beispielsweise eine Einschubmdglich- 30 
keit fiir einen Analysator oder ein Bauelement zur Rea- 
lisierung des Interferenzkontrastes vorgesehen sein. 
Ebenso ist es mdglich bzw. erforderlich, im Durchlicht- 
beleuchtungs-Teilstrahlenbundel 8 entsprechende Fil- 
tereinschube 8a (siehe Fig. 2) sowie Blenden und Opti- 
ken (nicht dargestellt) und im gesamten geknickten Ab- 
bildungsstrahiengang zwischen den Bauelementen 12 
und 18 Optiken 13, 15 und 17 in geeigneter Weise vorzu- 
sehen, 

Wie aus Fig. 3 ersichtiich, kann mit der erfindungsge- 40 
maBen Neukonzeption der Inversmikroskope ein hoher 
Objekt-Raum fQr groBvoIumige Praparatbehaltnisse 
genutzt werden, ohne daB die weiter oben bereits ge« 
nannten fundamentalen Vorteile aufgegeben werden 
muBten. 45 

Um jedoch auch extrem dimensionierte Praparatbe- 
halter, wie Penizillin-Flaschen 3a, Erlenmeyerkolben 3b 
u. a-, auf dem Objekttisch 26 aufstellen bzw. auflegen zu 
konnen. ist — wie aus den Fig. 3 und 4 ersichtiich — die 
erfindungsgemSBe Einrichtung so getroffen, daB zumin- 50 
dest eine Schwenkung des Stativarms A um eine Achse 
29. die mit der Achse des den StativtrSger 7'durchset- 
zenden Teils des AbbildungsstrahlenbQndels zusam- 
menfallt, vorgesehen ist Die Schwenkebene befindet 
sich im dargestellten Fall an der Schnittstelle 30 zwi- 55 
schen Stativarm A und dem StativtrSger 71 Es ist indes 
auch moglich, daB die Schnittstelle zwischen dem orts- 
fest verbleibenden Unterteil des Mikroskop-Grundkdr- 
pers G und dessen schwenkbarem Oberteil innerhalb 
desjenigen Bereichs des Stativtragers T liegt, dessen 60 
untere Grenze durch den in Mmimaldistanz zum Objek- 
tiv 1 emgesteDten Objekttisch 26 und dessen obere 
Grenze durch die Anflanschstelle 31 fQr die Durchlicht- 
beleuchtungs-Einheit 27 gegeben ist 

Wahrend in Fig. 3 die Grundstellung gezeigt wird, die 65 
sich prinzipiell nicht von der in Fig. 2 gezeigten Anord- 
nung unterscheidet, wird in Fig. 4 eine 1 80°-Verschwen- 
kung des Stativarms A dargestellt An die Anflanschstel- 



le 31 ist ein Distanzarm 33 ahgesetzt, der einen der 
Durchlichtbeleuchtungs-Einheit 27 analogen mechani- 
schen und elektrischen Ankoppelmechanismus aufweist. 
An den Distanzarm 33 kann nach Art einer optischen 
Bank eine hohenverstellbare spezielle Durchlichtbe- 
leuchtungseinrichtung 35 angesetzt werden, die eine 
Lichtquelle 37, ein Umlenkelement und eine Arretier- 
schraube 36 umfaBt, und der ein zweiter Kondensor 34 
nachgeordnet ist Auch im in Fig. 4 dargestellten Fall 
(Durchlicht-Beleuchtungsvariante) ist die Reihenfolge 
(von unten nach oben): Objektiv 1 — Objekt 3b — 
ICondensor 34 beibehalten worden. Wenn man lediglich 
die Auflicht-Inversvariante apparativ realisieren will, so 
genQgt bereits ein geringes Verschwenken des drehba- 
ren Oberteils, da dann der Kondensor 34 entfallt und 
gewissermaBen durch das ais Kondensor wirkende Ob- 
jektiv 1 ersetzt wird Bei nur geringem Verschwenken * 
des Oberteils kann dann vorteilhafterweise die Direkt- 
beobachtung des Objektes 3a bzw. 3b vollstandig beibe- 
halten sowie alle gangigen Praparathantierungen und 
Objektmanipulationen vom Beobachter direkt vorge- 
nommen werden. 
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